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Resumen:

Con este trabajo se propone un modelo con el que realizar el analisis automatico de las primeras etapas del proceso de ingenieria inversa de sistemas
electronicos, la deteccion y clasificacion de componentes. En el trabajo se acometeran ambos problemas en etapas diferentes.

Para la etapa de deteccion de los componentes sobre la PCB se utilizara un enfoque basado en propuestas previas del campo de analisis de imagenes
satelitales. Frente a las estrategias de trabajos previos de deteccion de componentes, nuestra propuesta consigue superar las limitaciones de las
dimensiones maximas de los disenos a analizar y se permite trabajar con circuitos independientemente de su complejidad.

La etapa de clasificacion incluye un trabajo de investigacion mediante distintas estrategias de clasificacion. Debido a la naturaleza de los disefos
electronicos, se ha trabajado con un enfoque basado en el analisis de la incertidumbre. Ademas, uno de los problemas principales de los datos
obtenidos de componentes electronicos es el desbalanceo entre clases. Para solventarlo se ha analizado el impacto que tienen diferentes estrategias
previas para el entrenamiento con datos desbalanceados sobre nuestro modelo.

Como parte de este trabajo también se incluye la creacidon de un dataset a partir de placas reales obtenidas del Servicio de Fabricacion de Prototipos
del IUMA. Este dataset ha permitido una nueva propuesta de clasificacion de los componentes segun su morfologia.
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Conclusiones:

Resultados satisfactorios que validan la linea del trabajo propuesta y que cumplen los requisitos iniciales del problema. Se abre una posible linea de
investigacion futura entre las divisiones SICAD y Tl del IUMA, con las que aplicar estrategias de Deep Learning para el desarrollo de tecnologias para la
reparacion, recuperacion y reciclado selectivo de sistemas electronicos.
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